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Annotatsiya

Ushbu maqola, markirovka belgilarini aniqlash uchun qo‘llaniladigan ilg‘or
usullarni, masalan, optik mikroskopiya, lazerli spektroskopiya, rentgen difraksiyasi va
kompyuter tomografiyasini tahlil giladi. Tadgiqotda, bu texnologiyalar yordamida
markirovkaning o‘chirilgan qismlarini tiklash va anigligini oshirish imkoniyatlari
ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, usullarni ishlab chiqarish va xavfsizlik sohalarida
qo‘llashdagi afzalliklar va kamchiliklar baholanadi. Tadqiqot natijalari soxta
mahsulotlarni aniqlash va sanoat xavfsizligini ta’minlashda samarali foydalanish
imkonini beradi.

Annotation

This article analyzes advanced methods used for detecting these markings,
including optical microscopy, laser spectroscopy, X-ray diffraction, and computer
tomography. The study explores the possibilities of restoring and enhancing the
accuracy of erased markings using these technologies. Additionally, the advantages
and limitations of applying these methods in industrial production and security sectors
are discussed. The results of the research provide effective solutions for detecting
counterfeit products and ensuring industrial safety.

AHHOTALUA

B naHHOW cTaThe aHANM3UPYIOTCS TEPENOBBIE METOJNBI i OOHApyKEHUS
TaKHuX MAapKHpPOBOK, BKJIFO4Yasda OIITUYCCKYHO MHUKPOCKOIIHIO, JIA3CPHYIO
CHEKTPOCKOTIHIO, PEHTTCHOBCKYIO AH(PPAKIUI0 M KOMIBIOTEPHYIO TOMOTpaduio.
I/ICCJIeI[OBaHI/Ie pacCMaTpuBacT BO3MOXHOCTH BOCCTAHOBJICHHMA W IIOBBINICHUSA
TOYHOCTH CTCPTBIX MAPKHPOBOK C HCIIOJIB30BAHHUEM JTHUX TexHoygoru. Taxxke
O6CY)KJI&IOTCH npeuMymecTsa M OrrpaHUYCHHA IIPUMCHCHHA OTHUX MCETOAOB B
MPOMBINUIGHHOCTH U cdepe  OezomacHocTH.  Pe3ynbTaThl  HMCCIIEIOBAHUS
MPEA0CTaBISIOT (D (PEKTUBHBIE pElIeHUS 17151 OOHAPYKEHUS TTOIIETIOK U 00ecTeueHus
MIPOMBITTUICHHON O€30MTaCHOCTH.
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Metall va nometall materiallarda markirovka, sanoatdagi mahsulotlarni
identifikatsiyalashda, ularning sifatini nazorat gilishda va xavfsizligini ta'minlashda
muhim vosita bo'lib xizmat giladi. Markirovka belgilari, mahsulotning kelib chigishi,
sifati va boshga xususiyatlari hagida muhim ma'lumotlarni tagdim etadi. Ular
mahsulotlarni farglash, ishlab chigaruvchi kompaniyani aniglash va soxta tovarlar
bilan kurashish uchun ishlatiladi.

Birog, vaqt o'tishi bilan yoki material yuzasida mexanik ta'sirlar, kimyoviy
reaksiyalar yoki boshga omillar ta'sirida markirovka izlari o‘chishi yoki eskirishi
mumkin. Bu holat, aynigsa, metall va nometall yuzalarida, o'ziga xos giyinchiliklarga
olib keladi. Shuning uchun, o‘chirilgan markirovka belgilarini aniglash va tiklash
dolzarb muammo hisoblanadi. Markirovka belgilari o‘chirilgan yoki eskirgan bo'lsa,
ular ko‘pincha qo‘lda yoki maxsus texnologiyalar yordamida tiklanishi kerak.

Bu jarayon, soxta mahsulotlar yoki noto‘g‘ri identifikatsiya qilingan
materiallar bilan kurashishda muhim rol o'ynaydi. Yuzadagi markirovka izlarini tiklash
va tahlil gilish, mahsulotlar haqgiqgiyligini aniglash uchun ishlatiladi. Bu esa, huqugni
muhofaza qilish organlari, sifat nazorati bo‘yicha tashkilotlar va ishlab chiqaruvchilar
uchun katta ahamiyatga ega. Shu bilan birga, metall va nometall yuzalardagi
markirovkaning o‘chirilgan qismlarini tiklash jarayoni hali ham dolzarb masala bo'lib,
zamonaviy texnologiyalarni qo‘llash orqgali aniqlik va samaradorlikni oshirish
mumekin.

Zamonaviy texnologiyalar metall va nometall materiallar yuzasidagi
o‘chirilgan yoki eskirgan markirovka belgilarini aniglash va tiklashda muhim rol
o‘ynamoqda. Markirovka belgilari, asosan, mahsulotning identifikatsiyasi va soxta
mahsulotlar bilan kurashishda qo‘llaniladi. Biroq, markirovka izlari turli omillar
ta’sirida, jumladan, vaqt o‘tishi, kimyoviy ta’sirlar, mexanik zararlar yoki issiqlik
ta’siridan o‘chishi yoki eskirishi mumkin. Bu holatlarda markirovka belgilarini tiklash
va aniqlash uchun zamonaviy texnologiyalar kerak bo’ladi.

Markirovka belgilarini aniglashda quyidagi zamonaviy texnologiyalar va
usullarni foydalanishimiz mumkin. Jumladan, optik mikroskopiya metall va nometall
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yuzalaridagi markirovka izlarini aniglashda asosiy va keng qo'llaniladigan usul
hisoblanadi. Mikroskopik tahlil yordamida materialning mikroskopik o‘zgarishlari,
markirovka izlari va eskirgan belgilarni aniglash mumkin. Mikroskop yordamida
markirovkaning avvalgi holatini gayta tiklashga yordam beradigan aniglik bilan
tasvirlar olish mumkin. Ushbu usulda yorug'lik yordamida obyektlar tasvirini yaratish
uchun optik linzalar yoki mikroskopik tizimlar ishlatiladi. Optik mikroskopiya
ko'pincha metall va nometall yuzalaridagi markirovka izlarini aniglashda ishlatiladi,
chunki bu usul materialning mikroskopik darajadagi o'zgarishlarini, eskirish
jarayonlarini va boshga kichik nugsonlarni aniq ko'rishga imkon beradi.

Metall va nometall yuzalarida o‘chirilgan markirovka izlarini aniqlashda optik
mikroskopiya juda samarali usul hisoblanadi. Markirovka izlari, aynigsa, mexanik,
Kimyoviy yoki issiglik ta'siridan keyin o'chishi mumkin. Optik mikroskopiya
yordamida: o‘chirilgan markirovka izlarining qolgan qismlari tahlil etiladi, material
yuzasidagi mikroskopik nugsonlar va izlar aniglanadi, shuningdek markirovkaning
eski holati va o’zgargan belgilari gayta tiklanadi. Ushbu usulning afzalliklari va keng
qo‘llanishi tufayli, optik mikroskopiya ilmiy tadqiqotlar va sanoat sohalarida keng
targalgan va muhim texnologiyadir.

Lazerli spektroskopiya, lazer nurlari yordamida materiallarning kimyoviy
tarkibini va strukturasini aniglashga imkon beradi. Lazer nurlari material yuzasiga
ta’sir qilganda, ularning to'lqin uzunligi va energiya xususiyatlari o'zgaradi. Bu
o'zgarishlar yordamida markirovkaning o‘chirilgan qismlarini aniqlash va qayta tiklash
mumkin. Ushbu texnologiya materiallarning o'ziga xos kimyoviy tarkibini aniglashda
juda samarali.

Kompyuterli tomografiya (CT) texnologiyasi materiallarning ichki
gatlamlarini tahlil gilishda go'llaniladi. Bu usul yordamida materialning chuqur
qatlamlaridagi o‘zgargan yoki eskirgan markirovka izlarini aniglash mumkin.
Kompyuter tomografiyasi yordamida materiallarning ichki strukturasidagi
o'zgarishlarni ham tahlil qilish mumkin, bu esa markirovkaning o‘chirilgan qismlarini
tiklashda foydalidir. Elektron mikroskopiyasi yordamida materiallarning yuqori
aniqglikdagi tasvirlarini olish mumkin. Bu usul markirovka belgilarini aniglashda,
aynigsa, mikro darajada o‘zgarishlarni topishda samarali hisoblanadi. Elektron
mikroskoplar yordamida material yuzasidagi kichik nugsonlar, zarbalar yoki eskirgan
markirovkalarni aniglash mumkin. Kimyoviy tahlil texnologiyalari materiallarning
tarkibini aniqglashda, shu jumladan metall va nometall yuzalaridagi markirovka
belgilarini aniglashda muhim ahamiyatga ega. Ushbu texnologiyalar materiallarning
kimyoviy tarkibini, strukturasini va fazoviy holatini aniglash imkonini beradi.
Kimyoviy tahlil usullari markirovka belgilari, ularning kimyoviy tarkibi va mexanik
shikastlanishi hagida anig va samarali ma'lumotlar olish uchun ishlatiladi.
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Markirovka belgilarini aniglash va tiklash, aynigsa, soxta mahsulotlar va
nogonuniy savdolarni oldini olishda katta ahamiyatga ega. Metall va nometall
materiallarda, masalan, sanoat mahsulotlarida yoki asbob-uskunalarda markirovka
belgilari orgali identifikatsiya qgilinishiga yordam beradi, bu esa foydalanuvchilarga
mahsulotning hagiqgiyligini tekshirishda yordam beradi. Shuningdek, markirovka
izlarini aniglash va tiklash texnologiyalarining rivojlanishi, ularning xavfsizligini
ta'minlash, nogonuniy ishlab chigarishni oldini olish va iqtisodiy samaradorlikni
oshirishda muhim rol o'ynaydi.Shu sababli, zamonaviy texnologiyalar metall va
nometall materiallar yuzalaridagi markirovka belgilari tahlilining o'ziga xos samarali
usullarini tagdim etadi. Bu texnologiyalarni yanada rivojlantirish va ularning
imkoniyatlarini kengaytirish, ilmiy tadgigotlar va sanoat sohalaridagi ehtiyojlarni
gondirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Markirovka belgilarining aniglanishi va tiklanishi sanoat xavfsizligi, mahsulot
sifatini nazorat qgilish va huquqiy tekshiruvlar uchun eng muhim vositalardan biri bo'lib
goladi. Metall va nometall materiallar yuzalaridagi markirovka izlarini aniglash
bo‘yicha tadqiqotlar zamonaviy texnologiyalarning rivojlanishi bilan katta
o‘zgarishlarga yuz tutdi. Har bir texnologiya, xususan, optik mikroskopiya, lazer
spektroskopiyasi, roman spektroskopiyasi, XRF va boshga kimyoviy tahlil usullari
0'zining noyob xususiyatlari va imkoniyatlari bilan ajralib turadi. Ushbu usullar
materiallar yuzasidagi mikroskopik tuzilishlarni va o‘zgarishlarni yuqori aniqlik bilan
ko‘rishga imkon beradi, bu esa markirovka izlarini tiklashda, soxta mahsulotlarni
aniglashda va materiallarning identifikatsiyasida muhim ahamiyatga ega. Metall va
nometall yuzalaridagi markirovka belgilari ko‘pincha eskirishi, shikastlanishi yoki
o‘chirilishi mumkin.

Ushbu jarayonlar tufayli markirovkaning anig aniglanishi va gayta tiklanishi
zarur bo'ladi. Optik mikroskopiya va lazer spektroskopiyasining yugori sezgirlikka ega
texnologiyalari yordamida materiallarning yuzasidagi bu o‘zgarishlarni o‘rganish va
tiklash mumkin. Bu, o‘z navbatida, mahsulotning haqiqiyligini tekshirish va to‘g‘ri
identifikatsiyasini amalga oshirishda yordam beradi.
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